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Dispozitiv de masurare a parametrilor senzorilor pe baza de oxizi semiconductori micro- i nanostructurati, care
include o sursa de tensiune de referinta (Uyg), tensiunea céreia se aplica la intrarea unuia din convertorii analogic-
digitali (ADC) ai unui microcontroler (MCU) printr-un amplificator operational, si care este conectatd in serie cu 0
nanostructura cercetatd (Ry) si un rezistor suplimentar (Ry), iar caderea de tensiune de pe rezistorul suplimentar (Ro)
se aplica la intrarea unui al doilea convertor analogic-digital (ADC) al microcontrolerului (MCU) prin cel de-al
doilea amplificator operational; iesirea microcontrolerului (MCU) este conectatd la un ecran pentru afisarea
rezultatelor obtinute.



